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Анотацiя
Метою роботи є дослiдження оптичних характеристик тонких плiвок халькогенiдних стекол i багатошарових
наноструктур В роботi дослiджуються оптичнi характеристики тонких плiвок халькогенiдних стекол за допомогою
метода Сванпуля. Розглядаються плiвки з таких матерiалiв: 𝐴40𝑆60, 𝑆𝑒 та 𝐴40𝑆60–𝑆𝑒.
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Вступ

Метою роботи є дослiдження оптичних характе-
ристик тонких плiвок халькогенiдних стекол i ба-
гатошарових наноструктур. Халькогенiднi стекла є
одними з найбiльш перспективних матерiалiв, вико-
ристовуваних як реєструючi середовища для суча-
сних оптичних технологiй таких як запис i зберiгання
iнформацiї, IЧ-оптику, оптичну сенсорику, гологра-
фiю, дифракцiйну оптику тощо [1]. Тому в данiй
роботi дослiджуються оптичнi властивостi саме та-
ких матерiалiв.

1. Експеримент

Рис. 1

Аморфнi ша-
ри 𝐴40𝑆60, 𝑆𝑒
та 𝐴40𝑆60–𝑆𝑒
наноструктур
були виготовленi
методом термiчно-
го комп’ютерно
контрольованого
вакуумного на-
пилення з двох
iзольованих човни-
кiв з наважками

речовин в одному вакуумному циклi. Технологiя
дозволяє нанесення тонких плiвок з товщинами вiд
0.005 до 3.0 мкм. Контроль товщини здiйснювався
in-situ в процесi напилення з використанням
iнтерференцiйного сенсора товщини на довжинi
хвилi 𝜆 = 0.95 мкм. Середня частина зразкiв
мiстить наношари 𝐴40𝑆60 товщинами 7 нм i 𝑆𝑒
товщинами 10 нм якi чергуються. Загальна товщина
наношарiв була 200. Зовнiшнi та внутрiшнi кiльця
шарiв на пiдкладцi мiстили шари з складами 𝑆𝑒 та
𝐴40𝑆60, вiдповiдно. Також наносилися i контрольнi
шари 𝑆𝑒 та 𝐴40𝑆60 на пiдкладку через маску i їх

використовували для контроля складу i обчислення
товщин субшарiв в одному модуляцiйному перiодi.

Результуюча багатошарова наноструктура 𝐴40𝑆60-
Se була з товщинами в областi 1760 − 2000 нм з
загальним перiодом модуляцiї композицiї 17 нм.

2. Результати

Рис. 2

Оптичнi сталi
були отриманi
з даних вимiрю-
вання спектрiв
пропускання плi-
вок в спектральнiй
областi 400-900
нм за допомогою
методу Сванпула,
в якому викори-
стовуються лише
данi зi спектру
пропускання i

процедура обрахування сама по собi проста, швидка
i дуже точна [1]. Спектральнi залежностi оптичних
сталих були проаналiзованi в рамках одноосци-
ляторної моделi, були отриманi її параметри. На
рис. 1 показанi спектральнi залежностi пропускання
аморфних шарiв 𝐴40𝑆60, 𝑆𝑒 та 𝐴40𝑆60–𝑆𝑒 наностру-
ктур, а на рис. 2 спектральнi залежностi оптичних
сталих. Глибиннi функцiї поглинання цих шарiв
розрахованi за допомогою програмного забезпечення
та викладок з мiркувань оптики фотокатодiв [2].

Перелiк використаних джерел
1. Е. Ф. Венгер,А. В. Мельничук,А. В. Стронський.

Фотостимулированные процессы в халькогенид-
ных стеклообразных полупроводниках и их прак-
тическое применение. — Академпериодика, 2007

2. В. Е. Кондрашов Оптика фотокатодов. — «Нау-
ка», 1976


	1. Експеримент
	2. Результати

